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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4: Techniques d’essai et de mesure —
Section 12: Essai d’'immunité aux ondes oscillatoires

Publication fondamentale en CEM

AVANT-PROPOS

domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la
internationales. Leur élaboration est confiée & des comité

non gouvernementales, en liaison avec la CEl,
étroitement avec I'Organisation Internationale de
accord entre les deux organisations,

jntéressant a ces questions, expriment
sujets examinés.

DIS Rapport de vote

77B/141/DI1S 77B/151/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a 'approbation de cette norme.

Les annexes A, B, C et D sont données uniquement a titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4: Testing and measurement techniques -
Section 12: Oscillatory waves immunity test

Basic EMC Publication

FOREWORD

electronic fields. To this end and in addition to other activities, the J£
Their preparation is entrusted to technical committees; any

ed in the form of standards, technical
in that sense.

3) They have the form of recommendations for (international
reports or guides and they are e Na
4) In order to promote internatié nificati G National ittees undertake to apply IEC International

Standards transparently to th i ant\possible )i their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Stane he corcesSpanding national or regional standard shali be clearly

indicated in the latti.

International Standa
frequency pheno

lias been prepared by subcommittee 77B: High
committee 77: Electromagnetic compatibility.

It forms sectio
accordange wi

The text of this sta d is based on the following documents:
DiS Report on voting
77B/141/DiS 77B/151/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

Annexes A, B, C and D are for information only.
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INTRODUCTION

La présente norme fait partie de la série des normes 1000 de la CEl, selon la répartition
suivante:
Partie 1: Généralités
Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie
Partie 2: Environnement
Description de I'environnement
Classification de I'environnement
Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites
Limites d’émission

Limites d’immunité (dans la mesure ol elle s comités de

produit)
Partie 4: Techniques d'essai et de mesure
Techniques de mesure
Techniques d’essai
Partie 5: Guide d’instaliation et
Guide d’installation
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INTRODUCTION

This standard is part of the IEC 1000 series, according to the following structure:

Part 1: General
General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment
Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels

Part 3: Limits
Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under the\ge: fity\of thé product
committees)

Part 4: Testing and measurement techniques
Measurement techniques
Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation guite
Installation guidelines
Mitigation methods an

Part 9: Miscellaneous

Each part is further sy
national standar@
These standards and

accordingly.

This sectian t z
procedur€s re "osci|atory waves”.
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4: Techniques d’essai et de mesure —
Section 12: Essai d’'immunité aux ondes oscillatoires

Publication fondamentale en CEM

1 Domaine d’application

unité et des
méthodes d'essai des matériels électriques et électronique 3 conditions
d’exploitation, contre les ondes oscillatoires. Ces ondes oscilla sentées

soldales amorties)
yur les lignes de

ablir les exigences d'immunité et de
constituer une réfé : uation en laboratoire des performances
d’équipements él astinés aux applications résidentielles, com-
merciales et indug ents destinés aux postes électriques, le cas

échéant. Q

Cette norme ne vise pas a spécifier les essais devant s’appliquer & des appareils ou sys-
témes particuliers. Le but principal est de donner une référence de base d'ordre général a
tous les comités de produits CEl concernés. Les comités des produits (ou les utilisateurs
et fabricants de matériel) restent responsables du choix approprié des essais et du niveau
de sévérité a appliquer a leur matériel.

Afin de ne pas entraver la tiche de coordination et de normalisation, il est fortement
recommandé aux comités de produits ou aux utilisateurs et fabricants d’envisager
d’adopter les essais d'immunité appropriés et spécifiés dans cette norme (lors de futurs
travaux ou révisions d’anciennes normes).
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 12: Oscillatory waves immunity test

Basic EMC Publication

1 Scope

This section of IEC 1000-4 relates to the immunity requirements and (test methods for

represented by:

a) non-repetitive damped oscillatory transients (ring wa s i N low-voltage
power, control and signal lines supplied by public and non

equipment intended for reside
equipment intended for electri

The purpose of thi; S

— test procedure.

This standard does not intend to specify the tests to be applied to particular apparatus or
systems. Its main aim is to give a general basic reference to all concerned product commit-
tees of the IEC. The product committees (or users and manufacturers of equipment)
remain responsible for the -appropriate choice of the tests and the severity level to be
applied to their equipment.

In order to impede the task of coordination and standardization, the product committees
or users and manufacturers are strongly recommended to consider (in their future work or
revision of old standards) the adoption of the relevant immunity tests specified in this
standard.



-12 - 1000-4-12 © CEI:1995

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente section de
la CEl 1000-4. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur.
Tout document normatif est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés
sur la présente section de la CEl 1000-4 sont invitées a rechercher la possibilité
d’appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les
membres de la CEl et de I'ISO possédent le registre des Normes internationales en
vigueur. :

CEl 50(161): 1990, Vocabulaire Electrotechnique International (V.
Compatibilité électromagnétique

— Chapitre 161:

tion et de laboratoire — Partie 1: Prescriptions générali\



1000-4-12 © IEC:1995 -13 -

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this section of IEC 1000-4. At the time of publication, the
editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties
to agreements based on this section of IEC 1000-4 are encouraged to investigate the
possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated
below. Members of IEC and 1SO maintain registers of currently valid International
Standards.

IEC 50(161): 1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161:
Electromagnetic compatibility

IEC 68-1: 1988, Environmental testing — Part 1: General and guidan

IEC 1010-1: 1990, Safety requirements for electrical equipmentfor ure ontrol,

and laboratory use — Part 1: General requirements & \



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



